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PRODUKTIONSNAHE UND ZERSTORUNGS-
FREIE OBERFLACHENANALYSE

Nur wenn Prozesse innerhalb einer Produktionskette
sicher beherrscht und Parameter zuverlassig tberwacht
werden, ist eine wirtschaftliche Produktion méglich. Vor-
aussetzung fur die hohe Produktionsqualitat sind prazise
und aussagekraftige Messmittel — vom Wareneingang
bis zur Ausgangskontrolle.

Genau dort setzen die Messwerkzeuge aus unserem
Hause an: In Kooperation mit flhrenden Instituten und
Herstellern ist die NanoFocus AG Spezialist fur die Kon-
zeption und Entwicklung essentieller Messmittel.

Anhand schneller vollflachiger 3D-Scans kann damit
beispielsweise die Oberflachenqualitat von Werkzeugen
und Bipolarplatten (Graphit oder Metall) fertigungsnah
und hochgenau kontrolliert werden.

MESSUNGEN
Bipolarplatten

Unsere Produkte kommen ebenfalls zum Einsatz,

um kleinste Risse und Fehler in Dichtmaterialien und
Beschichtungen zu entdecken und die Gasdiffusions-
schicht (GDL) auf Porositat und Fehlstellen zu priifen.

Wichtige Prifmerkmale hinsichtlich der Qualitat sind:

B die Einhaltung geometrischer Toleranzen des
Flowfields (Kanalstruktur)

B die Erkennung von Werkzeugverschlei und Fehlern

B die Bestimmung von Rauheit, Oberflachentextur
und Topologie

Weitere Informationen:
Brennstoffzellentechnik




Auch grol3e Bipolarplatten
und Werkzeuge
konnen vermessen werden

HOHE DETAILGENAUIGKEIT BEl MAXIMALEM MESSFELD

Um groRe Messfelder abzudecken hat die NanoFocus AG ein innovatives Verfahren entwickelt.
Es basiert auf dem Messprinzip des 3D-Mehrkanal-Profilometers und wurde in der Entwicklung

gefordert durch das EU-Projekt Supersurf.

Das innovative Verfahren der konfokalen Mehrkanal-
sensorik ermdglicht eine dynamische Scanlénge. Der
Vorteil im Vergleich zu herkdmmlichen Messverfahren

(z. B. Laserscanning-Mikroskopie): deutlich groRere
Messfelder. Der Stellweg der Vorschubachse bestimmt
dynamisch die Scanlange. Kombiniert mit flexibel kon-
figurierbaren Achssystemen mit bis zu 0,5 m Stellweg,
wird dank dieses Verfahrens das Vermessen auch grofier
Bipolarplatten und schwerer Werkzeuge maglich.
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Oben: 3D-Komplettmessung einer Bipolarplatte
Unten: Mikro-Defektanalyse einer Bipolarplatte mit Tiefenauswertung
m
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B Automatisierte Form- und Lageanalyse durch
Vergleich mit CAD-Daten

B Ergebnisdarstellung innerhalb weniger Sekunden

B Zuverlassige Messung der schwach reflektierenden
dunklen Graphitoberflachen

B Messung ohne Zerstorung des Bauteils

m Kontrolle der Biegeradien in den Kanalzonen

B Erkennung von Werkzeugverschleifs und Fehlern

B Bestimmung der Positionsgenauigkeit der Kanale
und Verbindungspunkte

B Verschiedene Niederhalter fiir verschisselte
Bipolarplatten (mechanisch oder Vakuum)

Schnelle optische Vermessung mit Mehrkanalsensor
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Normgerecht
und gena

HOCHAUFLOSENDE MESSUNGEN
ZUR QUALITATSSTEIGERUNG UND -SICHERUNG

Bei der Eingangskontrolle lassen sich defekte und ungeeignete Bauteile zuverlassig
aussortieren und dadurch maogliche Folgefehler und Ausschuss vermeiden.

Ebenheits- und Welligkeitsmessung
Rauheitsmessung

Kornerverteilung

Porositét

Schichtdicken

Defekte

Korngeflige

Fasertextur und Faserdurchmesser

Bei Bedarf kann das vollflachig scannende Profilometer
mit einem hochauflésenden 3D-Mikroskop kombiniert
werden. Dieses konfokal-optische Messystem erlaubt
die detaillierte Auswertung der 3D-Rauheit nach inter-
nationalen Normen.
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Tribologie, Tragflachenanteile, funktionales Volumen

psoft metrology

Die intuitive Mess- und Ansteuerungssoftware psoft
metrology garantiert die effiziente Durchflhrung von
Messungen.

Mit der psoft metrology kénnen alle Sensoren und eine
Ubersichtskamera bequem aus einer Bedienoberfliche
angesteuert werden. Beim Umschalten zwischen den
Sensoren oder der Ubersichtskamera fahrt der Messkopf
automatisch zur definierten Messposition. Aussagekréaf-
tige 3D-Darstellungen der Messergebnisse mit Intensi-
tatsoverlay sind nach wenigen Sekunden verflgbar.

usoft analysis

Die Oberflachenanalyse-Software psoft analysis bietet
ein umfassendes Funktionspaket zur Darstellung und
Analyse von Struktur, Rauheit, Welligkeit, Stufenhdhen,
Kontur und sonstigen Oberflachenmerkmalen.

In der intuitiven mehrsprachigen Benutzeroberflache
lassen sich komplexe Analyseberichte per Knopfdruck
erstellen. Vielfaltige Darstellungsmaoglichkeiten wie
Profilansicht, 3D-Rekonstruktion oder Reflexionsbild
erzeugen aussagekraftige Messprotokolle. Individuelle
Auswerterezepte sind vom Anwender einfach erstellbar
und implementierbar.

Die Software enthalt Filterfunktionen und stets die
aktuellsten Normparameter nach I1ISO 25178, I1ISO 4287,
ISO 13565 oder EN 15178. NanoFocus erstellt bei Bedarf
auch individuelle Plug-ins fur die Weiterverarbeitung der
Messdaten.
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NanoFocus, psurf, pscan und psp

www.nanofocus.de

DER NANOFOCUS FAKTOR

Die NanoFocus AG orientiert sich bei ihren Produkten, Dienstleistungen und Innovatio-
nen eng an Kundenprozessen. Von der Beratung Uber die Inbetriebnahme und bis zum
weiterfiihrenden Support bieten wir eine Betreuung aus einer Hand. Unsere Kunden
kdnnen sich jederzeit auf unsere fundierte Ingenieurserfahrung und unseren hohen
Qualitatsanspruch verlassen. NanoFocus ist zertifiziert nach ISO 9001, OHSAS 18001
und ISO 14001.

ANSPRECHPARTNER
NanoFocus AG
Dr. Domenique Weiner
Director Sales Automotive
Telefon: +49 163 251 88 91
Fax: +49 208 62000 99
Mail weiner@nanofocus.de
Max-Planck-Ring 48

. 46049 Oberhausen
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NanoFocus AG
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